
 

 全自動ＳＩＣ検査装置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

全自動全数全面測定が可能なスーパーマクロ検査装置になります。 
測定ワークを、カセットに装着しておけば、サンプル全面を全自動で測定いたします。 
今までの装置は、大変高価で、装置も大きく、取り扱いが大変でしたが、小型低価格を、実現いたしました。 
ＳＩＣや、Ｇａｎの内部欠陥を超高速で検査でき、（１視野１秒以下）サファイア基板の傷検査も 
可能です。測定サンプルサイズも標準でφ３００ｍｍ迄対応ですが、ＰＤＦなどの大型基板にも、 
対応いたします。カセット数も、ご要望に応じ表面、裏面、検査後の３カセット対応でクリーンルーム 
内での設置も可能です。サンプル面に触れない、エッジクランプ式も選べます。  

 

スーパーマクロ部                搬送ロボット部（一例） 

形式      ＳＭ－３０                被搬送物    最大φ150mmウェハー 

視野サイズ  最大φ３０ｍｍ              動作範囲    アームストローク（R軸）240mm 

カメラ    １３０万画素ＣＭＯＳ            旋回角度（θ軸）     340度 

レンズ    ５５ｍｍマイクロニッコール            上下ストローク（Z軸）   200mm 

照明      高輝度ＬＥＤ（ＰＣ調光）        搬送速度       R軸 240mm／0.8sec 

フォーカス   輝度追従型（自動）                             θ軸 180度／0.8sec 

使用ＯＳ   Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ、または７                          Z軸 200mm／0.8sec 

検査時間   １視野１秒以下               ステージ部     自動Ｘ軸，Ｙ軸、Ｚ軸  

         
 

■ ＳＩＣや、Ｇａｎの内部のマイクロパイプ 
   ■ サファイア基板やシリコン基板の表面検査 
  ■ 基板の反りや凹凸、応力歪み 
   ■ 熱スリップの検査 
  ■ マイクロクラック 
  ■ 内部の脈理や、気泡検査 

■ ＢＧ研磨痕の検査や評価 
■ 各種のウエハーやＦＰＤの内部や表面検査 

                                                                                                             

 


